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57  Resumen:
D i spos i t i vo ,  s i s t ema  y  p roced im ien to  de
caracterización de elementos reflectores a partir de
los haces de luz reflejados en los mismos y en
concreto a partir de la calidad de dichos haces de luz.
El dispositivo comprende al menos dos detectores de
ganancia variable dispuestos sobre una estructura
común, que puede ser portable o fija, y dispuesta para
captar los haces de luz reflejados por al menos un
elemento reflector, preferiblemente un heliostato, y a
partir de al menos un procesador caracterizar la
calidad de dichos haces de luz reflejados y por lo
tanto evaluar la calidad del elemento reflector o
heliostato a partir de su capacidad reflectora.
Asimismo, cada detector comprende una lente para
aumentar la relación señal-ruido del haz o haces
reflejados, al menos un sensor de luz en el que se
focalizan el haz o haces captados por la lente, un
sistema automático de selección de la ganancia
asociado al sensor óptico y unos medios de
comunicación de datos asociados al  propio
dispositivo. Asimismo, la invención se refiere a un
sistema y a un procedimiento de caracterización de
elementos reflectores, heliostatos, a partir de la
calidad de los haces de luz reflejados en al menos un
elemento reflector o heliostato.
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